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Description

L’instrument fabriqué par la société FElI se compose d'une chambre d’analyse de 2
colonnes électroniques et ioniques pour l'imagerie par microscopie électronique et la
gravure par faisceau d'ions gallium focalisé. Il s’agit d’'un microscope électronique avec une
source a effet de pointe fonctionnant sous vide. Une deuxiéme colonne sert a la source
d’ions gallium focalisés. Le double microscope sert a fabriquer des structures a I'échelle
nanométriqgue avec faisceau d'ions focalisé et a de I'imagerie non destructive avec le
faisceau électronique.

Utilisation
L’objet est utilisé pour la recherche a I'Institut Fresnel.
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